Mikroskopie atomarnich sil (AFM) je Siroce vyuzivanou metodou pozorovani povrchové struktury latek.
Ziskavani informaci o reliéfu je uskutecniovano pomoci velmi ostrého hrotu upevnéného na ohebném
drzaku. Tim pfejizdime po povrchu a snimdme jeho ohnuti za pomoci odrazu laserového paprsku. Hrot
se ovSem timto procesem opotiebovava, tupi a znecistuje. Prace se zabyva moznosti opravy hrotd, které
maji stale jesté funkéni drzéky. Pti préci byla vyuzita technika fokusovaného iontového svazku (FIB) a
soustava plynnych prekurzori (GIS), které jsou zabudovany v fadkovacim elektronovém mikroskopu
(SEM). Byly zkoumany rizné postupy a parametry iontového obrabéni a depozice. Upravené hroty byly
testovany pomoci AFM na pracovisti KFPP.
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